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Ellipsometrisk fremgangsmade og apparat til
undersggelse af fysiske egenskaber

Sammendrag 2257"85

En ellipsometrisk fremgangsmidde og et ellipsometer
til undersoegelse af fysiske egenskaber for prober, sar-

ligt probeoverflader, henholdsvis overfladelag af pro-
ber, hvorved under probemdlingen vinkelindstillingerne
for polarisatoren{2)og analysatoren(5)forbliver fast
indstillede, to eller flere diskrete, indbyrdes forskel-
lige, forudbestemte polarisationstilstande for strdlingen
mellem polarisatoren(2) og proben(3)og/eller mellem pro-
ben(3) og analysatoren(5)bliver indstillet ved hj=lp af
polarisationsmodulatorelementer(41,42,43,44),der er an-
bragt i strdlebanen, og intensiteten af den i analysator
(5) polariserede strdling miles ved hver diskret pola- _
riseringstilstandfog udnyttes i en datamat (8) til bestemmelse
af polarisationsegenskaberne for proben.
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